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Zamawiajacy

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
05-400 Otwock-Swierk

ul. Andrzeja Sottana 7

Wyjasnienia i zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony: ,,Dostawa, montaz i uruchomienie tribotestera z doposazeniem dla NOMATEN CoRE

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (DZ.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy przytacza tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami
na nastepujgce pytania:

Pytanie 1. Dotyczy punktu 3 Tabela 4:

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie realizujgce wymagang rozdzielczos¢ 0.9 nm przy uzyciu trybu
spowolnienia wigzki oraz rozdzielczos¢ 1.2 nm bez trybu spowolnienia ?

Rozwigzanie, ktére oferujemy poza tym nieznacznym obnizeniem rozdzielczosci przewyisza
zdecydowanie wymagania w innych, réwnie waznych punktach takich jak np. prad wigzki (400nA) oraz
posiada w konfiguracji standardowej dodatkowe funkcjonalnosci takie jak: zintegrowany, aktywny
system antywibracyjny, zintegrowane urzadzenie plasma cleaner, duza komora prébek o szerokim
zakresie ruchu przewyzszajgca znaczgco wymagania minimalne Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie rozwigzania realizujgcego wymagana rozdzielczo$¢ 0,9
nm przy uzyciu trybu spowolnienia wigzki oraz rozdzielczos¢ 1,2 nm bez trybu spowolnienia.

Takie rozwigzanie pogarszatoby rozdzielczos¢ obrazowania bez trybu spowolnienia o 30 % w stosunku
do rozdzielczosci wymaganej przez Zamawiajgcego (Tabela 4, pkt. 3). Z punktu widzenia
Zamawiajgcego kluczowe jest zapewnienie mozliwie jak najlepszej rozdzielczosci obrazowania,
zwtaszcza w zakresie niskich energii elektrondw (tj. mniejszych niz 5 keV).

Wedtug wiedzy Zamawiajgcego, tryb spowolnienia wigzki elektrondw ogranicza mozliwos$¢
efektywnego obrazowania prébek pochylonych wzgledem kierunku wigzki (prébka na ogladana przy
pochyleniu stolika prébek) oraz prébek o ztozonej topografii powierzchni. W przedstawionym w
zapytaniu rozwigzaniu rozdzielczos¢ obrazowania préobek pochylonych wynositaby jedynie 1,2 nm,
ktéra jest o 30% gorsza od wymaganej przez Zamawiajgcego. Taki poziom rozdzielczosci stanowi
istotne ograniczenie w pracy z prébkami pochylonymi (np. w przypadku pomiaréw TKD — Transmission
Kikuchi Diffraction) oraz z prébkami o znacznie rozwinietej topografii powierzchni. Opisane w
zapytaniu rozwigzanie nie spetnia jednego z kluczowych wymagan Zamawiajgcego dotyczacych jakosci
obrazowania i elastycznosci pracy z réznymi rodzajami prébek.
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Pytanie 2. Dotyczy punktu 15 Tabela 4:
Czy oferowana kamera cyfrowa moze by¢ zainstalowana na zewnatrz komory ? Rozwigzanie to

realizuje w petni pozostate, wymagane funkcjonalnosci (pole widzenia obejmujace caty stolik z
probkami, automatyczne przypisywanie koordynat przesuwu stolika) ale kamera jest umieszczona
poza komorg co znaczgco poprawia swobode operowania stolikiem mikroskopu oraz powoduje, ze
kamera nie jest elementem potencjalnie narazonym na kolizje ze stolikiem lub prébkami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby oferowana kamera cyfrowa byta zainstalowana na zewnatrz
komory.

Zgodnie z najlepsza wiedzg Zamawiajgcego, umieszczenie kamery cyfrowej na zewnatrz komory
wymusza wykonanie zdjecia stolika z probkami przed zamknieciem komory i uruchomieniem procesu
pompowania. W przypadku, gdy operator mikroskopu zapomni wykona¢ zdjecie przed
odpompowaniem, bgdz gdy w trakcie pracy z wigzka elektronowg nastgpi potrzeba restartu systemu
operacyjnego mikroskopu, niezbedne bedzie zapowietrzenie komory, otwarcie jej drzwi, wykonanie
zdjecia stolika z prébkami, a nastepnie zamkniecie komory i jej ponowne odpompowanie. Taki proces
znacznie wydtuza czas pracy, wprowadza niepotrzebne przestoje oraz obniza wydajnos¢ pracy
urzadzenia.

Dodatkowo, z perspektywy Zamawiajgcego, instalacja kamery cyfrowej na zewnatrz komory ogranicza
mozliwosci przysztej rozbudowy funkcjonalnosci mikroskopu, takich jak integracja uktadu do transferu
prébek bez kontaktu z powietrzem czy dodanie $luzy prézniowej. W takich scenariuszach, np. podczas
transferu probek za pomoca kapsut prézniowych, kamera umieszczona na zewnatrz komory nie bytaby
w stanie wykona¢ zdjecia stolika bez doprowadzenia do kontaktu prébek z powietrzem, co jest
nieakceptowalne.

Z doswiadczenia Zamawiajgcego wynika, ze kamera cyfrowa zainstalowana wewnatrz komory nie
ogranicza funkcjonalnosci stolika mikroskopu i nie stanowi elementu narazonego na kolizje ze stolikiem
lub prébkami. W znanych Zamawiajgcemu rozwigzaniach kamera jest montowana powyzej ptaszczyzny
nabiegunnika kolumny mikroskopu, blisko Sciany komory, co zapewnia jej bezpieczng integracje.

Umieszczenie kamery wewnatrz komory przynosi réwniez istotne korzysci w zakresie wydajnosci pracy
mikroskopu. Zdjecie obejmujgce caty stolik z probkami oraz automatyczne przypisanie koordynat
przesuwu stolika mogg by¢ wykonane w trakcie oczekiwania na osiggniecie odpowiedniego poziomu
prozni w komorze i gotowosci urzgdzenia do pracy. Pozwala to skrécic czas przygotowania systemu po
wymianie prébek, co znaczaco zwieksza efektywnosé operacyjng mikroskopu.

Pytanie 3. Dotyczy punktu 27 Tabela 4:
Wymagane dla detektora systemu EDX jest aby okienko wykonane byto z Si3N4. Czy Zamawiajgcy

uzna za rGwnowazny detektor spetniajgcy wszystkie, pozostate wymagania (rozdzielczos¢, wielkos¢
chip’a itp.) ale z okienkiem wykonanym z innego materiatu niz wskazany ?
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Oferowane urzadzenie to detektor UltimMax o powierzchni aktywnej 100mm2 renomowanego
dostawcy — Oxford Instruments.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie detektora systemu EDS z okienkiem wykonanym z
materiatu innego niz Si3N4.

Opisany w zapytaniu detektor EDS Ultim Max (Oxford Instruments) jest wyposazony w okienko
polimerowe. Jednak wedtug najlepszej wiedzy Zamawiajgcego, okienko z Si3N4 charakteryzuje sie
lepszg przepuszczalnoscig promieniowania rentgenowskiego niz okienko polimerowe, zwtaszcza w
zakresie niskoenergetycznym widma charakterystycznego promieniowania X emitowanego przez
analizowane materiaty w wyniku wzbudzenia elektronami.

Lepsza przepuszczalno$é okienek z Si3N4 przektada sie na wyzszg czutos¢ detektoréw EDS w analizie
lekkich pierwiastkdow. Jest to kluczowe dla precyzyjnej analizy materiatdw, ktére bedg przedmiotem
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem dostarczonego urzadzenia.

Pytanie 4. Dotyczy punktu 5 Tabela 4
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie dysponujace zakresem pradu wigzki na prébce od 3pA do 40nA?
Uzasadnienie:

Najbardziej wymagajaca ze wzgledu na prad wigzki, w odniesieniu do wymaganej konfiguracji jest
analiza krystalograficzna z wykorzystaniem kamery EBSD (opisana w wymaganiach Tabelad/pkt 28).
Wyspecyfikowany system wg danych producenta zapewnia najwyzszg predkos¢ indeksowania przy
pradzie wigzki wynoszgcym 25nA. W zwigzku z powyzszym proponowany zakres 3pA do 40nA jest w
petni wystarczajgcy do przeprowadzania badan.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na obnizenie gdrnej granicy wymaganego minimalnego zakresu pradu
wigzki na prébce z 50 nA do 40 nA. Ostatecznie wymaga sie, aby minimalny zakres prgdu wigzki na
probce wynosit od 5 pA do 40 nA. Urzadzenie opisane w zapytaniu oferuje zakres prgdu wigzki na
probce od 3 pA do 40 nA, ktory w petni pokrywa wymagany zakres minimalny okreslony powyzej. Tym
samym spetnia ono kryterium przedstawione w Tabeli 4, pkt. 5, uwzgledniajgc wprowadzone zmiany
(tj. minimalny zakres pradu wigzki na prébce od 5 pA do 40 nA).

Pytanie 5: Dotyczy punktu 1 Tabela 5

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na przyznanie punktéw w wymienionym kryterium za zaproponowanie
uktadu dwdch detektoréw wewnatrz kolumnowych, umieszczonych na réznych wysokosciach (nizszy
detektor SE, wyzszy detektor BSE) z czego detektor elektrondw wstecznie rozproszonych wyposazony
jest w siatke filtrujaca elektrony?
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Uzasadnienie

Kat odchylenia elektronéw propagujacych wewnatrz kolumny w drodze do detektorédw jest scisle
powigzany z ich energia. Dlatego tez rownie istotne, jak rozmieszczenie geometryczne detektorow, jest
mozliwos¢ filtracji energii detekowanych elektronéw. Utozenie detektoréw na réznych wysokosciach
wewnatrz kolumny gwarantuje dokfadne rozdzielenie elektrondw wtdrnych i wstecznie
rozproszonych. Nastepnie elektrony wstecznie rozproszone, docierajace do gérnego detektora mogg
ulegac dodatkowej filtracji przez zastosowanie siatki z negatywnym potencjatem. Uktad taki umozliwia
selektywng detekcje elektrondw wstecznie rozproszonych ze wzgledu na ich energie/kat odchylenia.
Proponowany uktad w petni spetnia wymodg selektywnej detekcji ze wzgledu na kat odchylenia
elektronéw i spetnia wszystkie inne wymagania Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przyznanie punktéw w wymienionym kryterium za zaproponowanie
uktadu dwadch detektorow wewnatrz kolumnowych, umieszczonych na réznych wysokosciach (nizszy
detektor SE, wyzszy detektor BSE) z czego detektor elektronéw wstecznie rozproszonych wyposazony
jest w siatke filtrujaca elektrony.

Jednym z minimalnych wymagan dla zamawianego urzgdzenia, okreslonym w Tabeli 4, pkt 10, jest: ,Co
najmniej 2 detektory wewnatrzsoczewkowe (wewnatrzkolumnowe ,in-lens”) zapewniajgce
precyzyjng detekcje elektrondw wstecznie rozproszonych BSE, a takie detekcje sygnatu
elektronéw wtérnych SE. Detektory rozmieszczone na rdznych wysokosciach kolumny
elektronowej, aby zapewnié selekcje sygnatéow SE i BSE w kolumnie mikroskopu; uktad detekcji
wewnatrzsoczewkowe] musi umozliwiac¢ filtracje energii elektronéw wstecznie rozproszonych
(BSE)”.

Zaproponowany uktad dwéch detektoréw wewnatrz kolumnowych, umieszczonych na réznych
wysokosciach (nizszy detektor SE, wyzszy detektor BSE) z czego detektor elektronéw wstecznie
rozproszonych wyposazony jest w siatke filtrujgcg elektrony spetnia minimalne wymagania okreslone
w Tabeli 4, pkt 10. W zwigzku z tym przyznanie dodatkowych punktéw za to rozwigzanie jest
niezasadne, poniewaz nie wykracza ono poza zakres wymagan minimalnych.

Pytanie 6: Dotyczy punktu 4 Tabela 5

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na przyznanie punktéw w wymienionym kryterium za zaproponowanie
kolumny pracujgcej w trybie elektrostatycznym, spetniajagcg wszystkie wymagania odnosnie
rozdzielczosci stawiane w specyfikac;ji?

Uzasadnienie

Proponowane rozwigzanie zapewnia uzyskiwanie najwyzszych (wymaganych) rozdzielczosci w trybie
elektrostatycznym, co znaczagco wptywa na wydajnos¢ przeprowadzanych badan. Koniecznosc
przetagczania sie pomiedzy trybami magnetycznym i elektrostatycznym wymaga dodatkowych
zabiegdw co wptywa na obnizenie wydajnosci pracy. Proponowane rozwigzanie spetnia wszystkie
wymagania Zamawiajgcego.
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Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przyznanie punktdw w ramach wskazanego kryterium za
zaoferowanie kolumny pracujgcej wytgcznie w trybie elektrostatycznym, bez mozliwosci pracy w trybie
magnetycznym (immersji magnetycznej).

Zgodnie z wymaganiem dodatkowym okreslonym w Tabeli 5 pkt. 4, urzgdzenie powinno umozliwiaé
roztgczny wybér trybu pracy kolumny elektronowej, tj. trybu elektrostatycznego lub trybu immers;ji
magnetycznej. Wymog ten rozszerza funkcjonalno$é zamawianego urzadzenia, co jest kluczowe dla
jego wszechstronnosci i zastosowan.

Zamawiajgcy przewiduje przyznanie punktow dodatkowych wytgcznie za zaoferowanie urzadzenia, w
ktérym kolumna mikroskopu umozliwia roztgczny wybér trybu elektrostatycznego i magnetycznego
(immersji magnetycznej). Przyznanie dodatkowych punktéw za brak spetnienia tego wymogu jest
nieuzasadnione.

1l. Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (DZ.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SWZ w nastepujgcym
zakresie:

1. TOMISWZ:
a) Rozdziat 1, pkt 19 ,SKEADANIE | OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje nastepujgce
brzmienie:
,Oferty powinny by¢ ztozone za posrednictwem Platformy w terminie do dnia 30.12.2024 r. do
godz. 10.00.”
b) Rozdziat 1, pkt 19 ,SKLADANIE | OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje nastepujace
brzmienie:
,Otwarcie Ofert nastgpi w dniu 30.12.2024 r. o godz. 11.00 za posrednictwem Platformy.
W przypadku awarii Platformy, ktdra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w powyzszym
terminie, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.”
c) Rozdziat1, pkt. 20 ,Termin zwigzania ofertg” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
»Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia terminu sktadania ofert do dnia 29.03.2025r. (90 dni)”

d) W wyniku udzielonych wyjasnien Zamawiajacy dokonuje zmiany wymaganych paramentéw
dotyczacych skaningowego mikroskopu elektronowego w pkt 5. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w TOM Il SWZ OPZ w Tabela 4 Minimalne wymagania
dotyczace skaningowego mikroskopu elektronowego w pkt 5, ktérego aktualne brzmienie jest
nastepujace:

,» 5. Minimalny zakres pradu wigzki na prébce Nie mniej niz od 5 pA do 40 nA”

Aktualne obowigzujgce wymagane parametry techniczne okresla TOM Il SWZ (OPZ) zmiana
05.12.2024.
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Jednoczesnie modyfikacji ulega zapis w Rozdziat 2 Formularze dotyczace Oferty - Formularz 2.2.
FORMULARZ WYKAZ OFEROWANYCH PARAMETROW w Tabela 4 Minimalne wymagania dotyczace
skaningowego mikroskopu elektronowego w pkt 5.

Aktualne obowigzujgce brzmienie Formularz 2.2. FORMULARZ WYKAZ OFEROWANYCH
PARAMETROW - Tabela 4 Minimalne wymagania dotyczgce skaningowego mikroskopu
elektronowego zgodnie z TOM | SWZ EZP.270.57.2024 zmiana 05.12.2024 r.

e) Rozdziat 2 Formularze dotyczace Oferty w Formularz 2.2. FORMULARZ WYKAZ OFEROWANYCH
PARAMETROW dokonuje zmiany w Tabelach 1, 2 i 4. Z uwagi na to, ze Zamawiajacy wymaga
okreslenia i wpisania przez Wykonawce nazwe producenta i model dla kazdego oferowanego
urzadzenia w Tabela 1, Tabela 2, Tabela 4 w zwigzku z tym modyfikuje ww. tabele poprzez dodanie
dodatkowego wiersza:

- w Tabela 4 dodaje dodatkowy wiersz o nazwie ,, Oferowany skaningowy mikroskop elektronowy:
producent................. model:.....ccoevvervrenenne. (nalezy wpisac)”.

Aktualne obowigzujgce brzmienie Formularz 2.2. FORMULARZ WYKAZ OFEROWANYCH
PARAMETROW  dla wszystkich urzadzen Przedmiotu zamdwienia zgodnie z TOM | SWZ
EZP.270.57.2024 zmiana 05.12.2024 r.

Zamawiajacy w celu ujednolicenia zmian zamieszcza obowigzujgce zaktualizowane dokumenty:
a) TOM I SWZEZP.270.57.2024 zmiana 05.12.2024
b) TOM Il SWZ (OPZ) zmiana 05.12.2024

Powyzsze zmiany powodujg zmiane ogtoszenia o zamdwieniu oraz stanowig integralng czesc
dokumentacji postepowania (SWZ) i nalezy je uwzgledni¢ podczas przygotowywania ofert.

Podpisany elektronicznie przez
Rafat Pawet Blinow
05.12.2024
18:14:07 +01'00"

podpis Kierownika Zamawiajgcego
lub osoby przez niego upowaznionej
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